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IDENTIFICACAO

CARACTERIZAGCAO DOS MATERIAIS

AREA BASICA NIVEL CARGA | CATEGORIA | CREDITOS AREA(S) DE
HORARIA CONCENTRACAO
Materiais Mestrado 60 Obrigatéria 4.0 - Materiais metalicos,
Profissional ceramicos e poliméri-
COS;
- Materiais reciclados,
compdsitos, nanomate-
riais e biomateriais
EMENTA Macrografia; Micrografia; Microscopia optica; Técnicas de metalografia; Metalografia quantitativa;
Preparagéo de amostras para microscopia;Microscopia eletrénica de varredura (MEV); Microscopia de
transmisséo (MET); Microscopia de forga atdbmica e tunelamento; Processamento de Imagems; Difragéo
de raios X, néutrons e elétrons; Técnicas para andlise de dados de raios X; Espectroscopia vibracional;
Espectroscopia eletrénica (absorgéo e emisséo); Técnicas Termoanaliticas.
BIBLIOGRAFIA | - Metallography and Microstructures - Metals Handbook, V.9, 9a ed., 1985, Metals, Ohio, 1.995.

- Metallography, structures and phase diagrams- Metals Handbook, V.8, 8a ed., 1.973, Metals, Ohio, 1987.
- Van der Voort G. F., Metallography, Principles and Practice, McGraw-Hill, New York, 1984.

- Cullity, B.D.; Stock, S.R. Elements of x-ray diffraction. 3.ed. New York: Addison-Wesley, 1978.

- Callister Jr., William D. Materials science and engineering: an introduction. 4.ed. New York: John Wiley &
Sons, 1996.

- Goldstein J.I., Newbury D.E., Echlin P., Joy D.C., Romig A. D., Lyman C.E., Fiori C., and Lifshin E.,
Scanning electron microscopy and x-ray

microanalysis (A text for biologists, materials scientists, and geologists), 2nd ed., Plenum Press, (1994).

- Williams D.B. and Carter C.B., Transmission electron microscopy (A textbook for Materials Science),
Plenum Press, (1996).

- Barker, James; Davis, Reg. Mass spectrometry. 2.ed. New York: John Wiley & Sons, 1999.

- Cheetham, A. K. Day P. Solid State Chemistry: Techniques, Clarendon Press, (1987)

- Sala, O. Fundamentos da Espectroscopia Raman e no infravermelho. Editora UNESP. (1996).

- Bousfield B., Surface Preparation and Microscopy of Materials, John Wiley & Sons, New York, 1992.

- Colpaert H. Metalografia dos Produtos Siderurgicos Comuns, Editora Edgard Bliicher Ltda, Sao Paulo,
3aed., 1974.

- Riela, H.G. Difragéo de raios-x. Sdo Paulo: EPUSP/LCT, 1993.
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